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Electron spectroscopy methods provide information which can be used to determine the 

electronic structure of the material. In this paper we have performed the separation of the 

inelastic electron scattering cross section spectra into bulk-loss and surface-loss components 

by three methods. 

 

Анализ тонких пленок алюминия методами электронной спектроскопии поз-

воляет получить данные, возможные использовать в дальнейших исследованиях 

структур на основе данного элемента, который, в свою очередь, представляет 

перспективный материал для развития множества отраслей. Из-за легкости алю-

миния конструкции на его основе находят всё большее применение в ракетно-

космической отрасли.   

Для более точного количественного анализа спектров характеристических 

потерь энергии электронов необходимо выполнять их преобразование в спектры 

сечения неупругого рассеяния электронов (Kλ-спектры [1]), представляющие со-

бой произведение средней длины неупругого пробега электронов λ и дифферен-

циального сечения неупругого рассеяния K.  

Наиболее интенсивными в Kλ-спектрах являются потери энергии на возбуж-

дение объёмного и поверхностного плазмонов. Плазмоном называется квант 

плазменных колебаний, так как электроны в совокупности с ионами кристалли-

ческой решетки внутри твердого тела возможно представить в качестве плазмы, 

которая стремится к существованию в состоянии квазинейтральности.   

В Kλ-спектрах тонких пленок алюминия наблюдаются пики, описывающие 

как однократные, так и двукратные потери энергии на возбуждение объёмного 

плазмона. Пик поверхностной природы, описывающий потери энергии на воз-

буждение поверхностного плазмона, не разрешен по энергии в исследуемых 

спектрах. В данной работе было проведено его выделение посредством 
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комплекса методик, за счёт совместного применения которых возможно получить 

точные и качественные результаты.  

Kλ-спектры тонких пленок алюминия были разделены на вклады объёмной и 

поверхностной природы при помощи факторного анализа [2], аппроксимации пи-

ками Тоугаарда [3] и методом определения параметра поверхностных возбужде-

ний [4]. Зависимости энергии и интенсивности выделенных вкладов от энергии 

первичных электронов подтверждают природу вкладов и демонстрируют согла-

сованность используемых методов. 
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